OZNAMENI & 101/16

Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi
o statnim etalonu

Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi podle § 13 odst. 1 pism. g)

zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozd¢jsich pfedpisd, oznamuje, Ze Ze byl
zpfesnén statni etalon

délky,

Udrzovanim je nadale povéfen Cesky metrologicky institut, Laboratofe priméarni
metrologie Praha.

Zakladni metrologické charakteristiky:

velicina rozsah/hodnota nejistota (k=2)

Optick4 frekvence (280 a2 600) THz 2x 107" rel.
Vakuova vlinova délka 632,991 212 561 nm 1.2x 107" rel.
Vakuové vinova délka 543,515 663 612 nm 1x 10" rel.
Vakuova vinova délka 532,245 036 104 nm . 4x 10" rel.
Vakuové vinova délka 1542,383 712 37 nm 5% 10" rel.
Velikost posunuti do 1,8 m 1nmal107 rel.
Délka koncové mérky do 300 mm 20 nm a 200x10™ rel.
Délka koncové mérky od 100 mm do 1020 mm 70 nm a 85x10™ rel.
Teplotni roztaznost koncové ~ od 100 mm do 1020 mm  Q[6E-09/L, 20E-09, 8E-040]/K

mérky (Lvm, av 1/K)
Presna carkova mertitka — od 0.0lmm do 200 mm Q[28, 0.377L]nm, (L v mm)

vzdalenost ¢arek
Piesna ¢arkova méfitka — od 200 mm do 500 mm Q[68, 0.213L]nm, (L v mm)

vzdalenost ¢arek

Dalsi technické udaje véetné metrologickych charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacim
protokolu ¢&. 36 ze dne 1. inora 2008 a v Dodatku ¢. 1 ke schvalovacimu protokolu, uloZenych
v odboru metrologie UNMZ a v useku fundamentilni metrologie Ceského metrologického
institutu v Praze.

Etalonu zlistava piidéleno kédové oznaceni ECM 110 - 1/ 08- 036.
Garantem etalonu zistdva RNDr. Petr Balling, Ph. D.
Timto se ve Véstniku UNMZ dopliluje oznameni ¢&. 08/08.

Megr. Viktor Pokorny
pfedseda UNMZ



